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Medicao otica de rugosidade
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Medicao otica de rugosidade
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Medicao otica de rugosidade

Terminologia

> Direcao de colocacao do padrao de acabamento.
> Forma- formato geral da superficie (impreciso maquina, peca tensionada).
> Ondulacao - irregularidades amplamente espacadas (vibracao, conversa).

» Rugosidade - irregularidades pouco espacadas (ferramenta de corte

Waviness
Spacing
Waviness
/f/Height

marcas, grao do rebolo).
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Medicao otica de rugosidade
Terminologia

> Area - Area de superficie tridimensional.

> Autocorrelacao - Uma ferramenta matematica para encontrar
repeticoes padroes, como a presenca de um sinal periddico
obscurecido pelo ruido.

» Filtro de corte — Determina o comprimento de onda no qual a
superficie a estrutura € diferenciada entre rugosidade e ondulacao
dados. Selecao adequada do corte de filtro correto no software &
fundamental para a precisao da medicao. (Ac) Comprimento de
avaliacdo - A area 2D ou 3D da qual os dados sao obtido.

> Isotrdpica — a superficie apresenta caracteristicas idénticas

independentemente da direcao da medicao..
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Medicao otica de rugosidade

Terminologia

Linha Média - Uma linha reta que é gerada pelo calculo de uma
média ponderada para cada ponto de dados resultando em areas
iguais acima e abaixo da linha. Também conhecida como linha
central.

Perfil - Uma fatia bidimensional através de uma area.

Comprimento de Amostragem - A area selecionada para analisar
tendo um corte especifico; irregularidades mais espacadas do que o
comprimento de amostragem sao considerados ondulagao.

Textura da Superficie — A topografia de uma superficie composta por
certos desvios que sao tipicos da superficie real. Isto inclui

rugosidade e ondulacgao.
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Parametros ISO de area

Desvio de planicidade de area
> A medida da superficie desvio de perfeitamente plano.
> E a distncia entre dois planos paralelos obtidos por aplicando um
ajuste de Chebychev aos dados de superficie.
> O ajuste de Chebychev é uma técnica matematica que efetivamente
usa dois planos paralelos para “espremer” os pontos de dados da
superficie de ambos dentro e fora, ajustando o angulo para minimizar

a distancia entre os planos.
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Parametros ISO de area

SA - rugosidade média avaliada sobre a superficie 3D completa
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Parametros ISO de area

Sq - rugosidade média quadratica avaliada sobre a superficie 3D

completa

1
Sq = EHZZ (x,y) dxdy
A
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Parametros ISO de area

Sku - Curtose da superficie areal.

Isto indica a presenca de niveis excessivamente altos picos ou vales

profundos (Sku>3,00) ou falta deles (Sku<3,00) compondo a
superficie.

1|1 .
Sku:S_g EJ.A (Z(x,y)*)dxdy
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Parametros ISO de area

Ssk - Distorcao da superficie areal.
Isso representa o grau de simetria do alturas da superficie em relagao
ao plano médio. O sinal de Ssk indica a predominancia de picos

(Ssk>0) ou estruturas de vale (Ssk<0) compreendendo a superficie.
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Parametros ISO de area

Sv - Maxima profundidade de vale na area da superficie.

Sv = min (Z(x,y))

Sz - Maximo tamanho da altura de a area superficie. Isto é o pico para
vale altura.

Sz = Sp + Sv
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Parametros ISO de area

Os parametros de area sao usados para avaliar tribologicamente o

desempenho de uma superficie estruturada em plat6é 3D.

> Smgq - proporcao de material na qual a linha se ajusta a duas regides
lineares caracteristicas do material curva de probabilidade se cruzam.

> Spq - média quadratica média da altura desvios na porcao de pico ou
platd do Grafico de probabilidade material.

> Svq - média quadratica dos desvios médios de altura média na
porcao de vale do Material. Este resultado € util como preditor da
rugosidade da superficie original

» Sxp - Altura extrema do pico.
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Parametros funcionais ISO de area (proporcao de material)

Parametros funcionais ISO de area baseado na ISO 25178

Spk - Altura de pico reduzida. A area
acima do regiao da curva de proporcao
de material que delimita a rugosidade
do nucleo. Uma medida de a altura do
pico acima da rugosidade do nucleo.
Durante uma operacao em
funcionamento, Spk é o altura nominal
do material que pode ser removido. Um
Spk grande implica um pico superficie
dominante.

Sr1

Sr2
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Parametros funcionais ISO de area (proporcao de material)

Parametros funcionais ISO de area baseado na ISO 25178

Sk - Profundidade de rugosidade do nucleo Sk.
Uma medida do rugosidade do “nucleo” (pico a
vale) do superficie com os picos predominantes
e vales removidos. Esta € uma medida do
rugosidade nominal (pico a vale) e pode ser
usado para substituir parametros como Sz
gquando picos ou vales andmalos podem afetar
adversamente a medicao.

\

Sr1

Sr2
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Parametros funcionais ISO de area (proporcao de material)

Parametros funcionais ISO de area baseado na ISO 25178

Svk - Profundidade do vale reduzida. Uma medida
do profundidade do vale abaixo da rugosidade do
nudcleo. SVK afeta a capacidade de uma superficie de
reter lubrificante e prender detritos.

Sr2

19

PMR-3501



detector g pinhole
tube lens

mirror

PMR-3501

Principios de medicao
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Principios de medicao
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Principios de medicao
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Vantagens
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//l.

Elimination of spherical Elimination of small Elimination of waviness
Features Features features

JIPN i

PMR-3501

ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

23



PMR-3501

ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Vantagens

Manipulacao da imagem

Cada pixel tem associado
uma coordenada espacial
X,Y, Z

A imagem é 3D
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Vantagens

Analise do perfil 2D
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Vantagens

Manipulacao da imagem
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Vantagens

Remocao de forma
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Vantagens
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Vantagens

Remocao de erros de ordem superiores
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Vantagens

Dados de controle e analise
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Vantagens

Analise de detalhes
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